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Resumen

Para el calculo de las constantes fisicas n, k, a partir de
las medidas de reflectancia en dos medios de indice de re-
fraccién conocido y diferente, se necesita emplear criterios
estadisticos, lo que obliga a obtener gran cantidad de datos
experimentales y por consiguiente el cilculo es muy lahorioso.

Se describe el método automitico utilizado para la sim-
plificacién de estas operaciones que permiten realizar dichos
calculos en gran rapidez.

SUMMARY

To calculated the physical constant, n, k, from the reflec-
tance measurements in two different media of known refrac-
tive indices, it is necessary to apply a stadistic criterion that
represents to obtein a great number of experimental data.

The preliminary description of the method used shows
how et is simplified the calculation of the values of n, k,
from the experimental data of reflectance.

INTRODUCCION

Los modernos métodos de microscopia Optica
cuantitativa requieren cada vez mas el empleo de ins-
trumentos electronicos de medida, con el fin de auto-
matizar el proceso.
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Kl aparato de medida utilizado es un sistema elec-
tronico Zeiss, compuesto de paneles intercambiables,
este sistema, presenta entre sus muchas ventajas la po-
sibilidad de ir acoplando modulos hasta su total auto-
matizacion.

Cada moddulo va equipado con su propia unidad
de alimentacién, por lo que es posible utilizarlos indi-
vidualmente o en combinacién con otros, Dichos mo-
dulos, estdn colocados en un recepticulo especialmen-
te disefiado y puede colocarse directamente sobre la
mesa. El recepticulo, incluye el amplificador de me-
didas en unidad estabilizada de alta tensién para foto-
multiplicador, unidad de indicacién digital decimal, y
un modulo individual denominado interfase, que es la
unidad electrénica encargada de transmitir los valores
de medida leidos en el digital a elementos periféricos,
que pueden ser perforadoras de cintas, discos magné-
ticos, impresoras y calculadoras.

Al afadir la interfase, se puede tener conectado al
microscopio fotométrico un equipo completo de calcu-
lo, apto para la automatizacién en las medidas de re-
flectancia (Fig. 1).

El sistema fotomeétrico-automatico queda constitui-
do por las siguientes unidades (Fig. 2).

1. Microscopio fotométrico MPM 01.
2. Unidades de medicidn.

3. Equipo de calculo, constituido por un calcu-
lador Wang, modelo 720C.
4. Impresora-plotter Wang 702.

-

5. Unidad externa de memoria (Dual-cassette).
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F16. 1. — Equipo de cédleulo apto para la automatizacién de las unida-
des de reflectancia.

TECNICA EXPERIMENTAL

Al llegar al fotomultiplicador e! haz de luz que
con incidencia normal se refleja desde la superficie
pulida de problema o standard, la intensidad luminosa
se transforma en corriente eléctrica apta para ser
recogida previa amplificacién por la unidad de medi-
da, que por medio del convertidor analégico digital la
transformard en valores decimales.

Estas medidas de la unidad digital, son directa-
mente recogidas por el calculador Wang y transmiti-
das a la impresora.

Con dichas medidas, el calculador obtiene los va-
lores de la reflectancia del problema (Rp) mediante
comparacion con la de la superficie del standard (Rst)
que previamente han sido almacenados en los regis-
tros de memoria del calculador.

Cada lectura de problema y standard se repite 10
veces, siendo cada una de ellas promedio de 256 im-
pulsos recibidos del fotomultiplicador y se obtienen
diez valores de la reflectancia del problema. Los diez
valores de Rp son sometidos a tratamiento estadistico
y €l resultado final es el que se da como valido.

Teniendo en cuenta que, para poder calcular los
valores de n y k, las medidas experimentales se efec-
tian en dos medios de indice de refraccidén conocido
y diferente, y que la capacidad de memoria del calcu-
lador es limitada, se utiliza una unidad externa de
memoria, Dual-cassette, en la que se almacenan el
exceso de datos que no tienen cabida en el calcu-
lador. Esta unidad permite el intercambio de infor-
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macién con el calculador y de esta forma, la deter-
minacién automdtica de la reflectancia y el calculo
de n, k, se automatiza de acuerdo a lo descrito a con-
tinuacion. .

Se han elaborado por scparado, un programa de
calculo de reflectancia, uno para el cilculodeny ky
otro para dibujar los puntos experimentales, Estos
programas se almacenan en cinta magnética conjun-
tamente con los valores de reflectancia del standard
y el indice de refraccién del medio de inmersién.

Una vez finalizado todo el proceso de calculo los
datos son almacenados en memoria interna y transmi-
tidos a la inscriptora-plotter que se encarga de dibu-
jara las curvas de dispersion de todas las constantes,

¥16. 2. — Sistema fotométrico-automatico. Explicacién en el texto.
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